Norme

internationale
ISO 16206
Analyse quantitative de la phase de Premiere édition
quartz résiduel dans les briques de 2025-07
silice — Méthode par diffraction des
rayons X

Phase quantitative analysis of residual quartz in silica bricks —
X-ray diffraction method

Numéro de référence
ISO 16206:2025(fr) © IS0 2025



ISO 16206:2025(fr)

DOCUMENT PROTEGE PAR COPYRIGHT

© 1S0 2025

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en ceuvre, aucune partie de cette
publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
étre demandée a I'ISO a I'adresse ci-apres ou au comité membre de I'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 ¢ Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genéve
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse

© IS0 2025 - Tous droits réservés
ii


https://www.iso.org

ISO 16206:2025(fr)

Sommaire Page
AVANE-PIOPOS ..ottt iv
1 DOMAINEe A" APPIECATION.........co e 1
2 REFETENCES MOTIMALIVES ... 1
3 Termes €t AEFAMTTIONS ... 1
4 Principe
5 Appareillage
6 Matériaux de référence a teneur en qUAartz alpha ... 2
7 ECRANUIIOMNAEE ... 2
8 IMOAE OPETATOMTC ......... e
8.1 NOMDIE A'EPIOUVETEES ...
8.2 Etablissement d'une courbe d'étalonnage. ...
8.2.1 Préparation des matériaux de référence..
8.2.2  Préparation deS EPTOUVETLES ...t e
8.2.3  PAramMELIES A& IMIESUIE ...oooccooooeeeieeeeeeesoe oo
8.2.4  MESUTe. ..ot
8.2.5 Courbe d'étalonnage
8.3 ANAlyse de I'ECHaANTIIION ..o
8.3.1  Préparation desS EPTOUVETLES ... et
832 MIBSUT .tk
9 RESUIEATS A @SS@1 ... 4
10 RAPPOTT A @SSAI .. 4
Annexe A (informative) Résultats de I'essai interlaboratoires et statistiques de fidélité............. 6
Annexe B (informative) Calcul de la limite de détection et de la limite de quantification.......... 8

Bibliographie

© ISO 2025 - Tous droits réservés
iii



